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  本刊中 包含“X射线荧光光谱”的 
相关文章 
本文作者相关文章 
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X射线荧光光谱检测多层薄膜样品的增强效应研究  
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摘要  研究了X射线荧光光谱检测多层薄膜样品的增强效应。根据多层膜中的X荧光强度理论计算公式编写了计算

机程序，并计算了Zn/Fe和Fe/Zn双层膜样品中不同薄膜厚度时Fe Kα的一次荧光强度、二次荧光强度、二次荧

光与一次荧光强度比以及二次荧光在总荧光强度中比例。研究发现，在多层膜样品的X射线荧光分析中，激发条
件不变的情况下，元素谱线的一次荧光相对强度、二次荧光相对强度和二次荧光在总荧光强度中所占比例都随薄

膜厚度及位置的变化而变化。当Fe和Zn层厚度相同时，随厚度的变化，对于Fe/Zn样品，Fe Kα二次荧光强度占

总荧光强度最高为9％，而对于Zn/Fe样品这一比例最高可达35％。  
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